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摘要(译)

本发明公开了一种液晶面板不良像素点的检测方法，包括：S101：根据
所述液晶面板的实际行扫描时间设置测试行扫描时间；S103：使用所述
测试行扫描时间对所述液晶面板进行行扫描，并向所述液晶面板的公共
电极施加偏置电压；S105：以所述液晶面板的一个行扫描起始信号为检
测起点，在预设时间内在所述液晶面板的数据线上按顺序循环输入第一
至第五阶段的测试电压信号；S107：将不良像素点以闪烁形式呈现给观
察者。本发明能够在一帧画面下，同时检出液晶面板中存在的多种类型
不良像素点，并同时减少画面个数，提高检测效率。
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